
最新のDLP® LightCrafter™4500評価モジュールで設計を開始

tij.co.jp/dlplightcrafter4500

3D スキャンの概要
3D スキャンは、対象物の物理的測定値入手に利用できる高速、
高精度の光学技術です。デジタル化された 3D スキャン・データによ
り、表面積、体積、形状などの対象物の寸法データを抽出できます。

ストラクチャード・ライトとは、一連のパターンを対象物に投影し、カメ
ラまたはセンサでパターンの歪みを検出する、3D スキャンの光学的
手法の一つです。その後、画像処理と三角測量アルゴリズムによっ
て、検出した歪みを 3D ポイント・クラウドに変換します。このポイント・
クラウドは、直接、対象物の分析に使用できるほか、各種の CAD 
モデリング・フォーマットに簡単にエクスポートできます。

3D スキャンへの DLP 採用
テキサス・インスツルメンツによって 1987 年に開発され、世界各地
でプロジェクタへの普及が進んでいる DLP テクノロジーを採用すれ
ば、光の離散点の空間的かつ連続的な高速 / 高精度制御を実現で
きます。接点座標測定やスキャン・レーザーと比較して、DLP 採用
のストラクチャード・ライトは、3D データのより高精度なリアルタイム
生成を可能にします。また、デジタル・マイクロミラー・デバイス（DMD）
の各ピクセルを独立して制御できるため、動的なパターン制御により、
単一プラットフォーム上の複数の対象物または動作環境に対して、結
果の最適化を実現します。

アプリケーション
3D スキャンは、歯科用スキャン、マシン・ビジョン、生体認証、産
業用計測などの広範な用途で、すでに有用性が実証されています。

ストラクチャード・ライト技術の動作原理

DLPプログラマブル・ストラクチャード・ライトの利点
・正確な深度測定
　 -ミクロン・レベルの測定精度
　 - 高性能製品から携帯型の低コスト製品まで、多様なシステムに    
　　対応

・広範な高解像度の光変調器
　 - 対象物のサイズと精度要件に基づき、WVGA から1080pまで
　　の解像度の選択が可能

・LED、レーザーまたはランプによる能動的照明
　 - 多様な波長で広範な材料のスキャンが可能
　 - 優れた低照度性能を実現

・パターンと表示速度が調節可能
　高ビット深度パターンなど多数のパターン・アルゴリズムにより精度
　を向上

DLP® テクノロジーはストラクチャード・ライトにより速度と精度を向上
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